赴日本仙台市參加國際電磁相容年會暨技術研討會

心得報告

1、 前言與目的

· 日本電子資訊通訊研究機構（The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, Communications Society (IEICE-CS)）每隔三至五年舉辦國際電磁相容研討會(International EMC Symposium)，本（二○○四）年預定於六月一～四日於日本仙台市(Sendai)舉行國際研討會，實為亞太EMC界一大盛事，本次技術研討會之活動內容含電磁相容之標準、量測、設計、對策、儀器設備等技術論文發表，與本局現行發展電磁相容檢測技術息息相關。
· 日本TOKIN公司特利用本年度該（日）國舉行國際電磁相容研討會之際，籌畫本次檢測技術研討會（WORKSHOP）。有鑒於本局即將發布（現正預告中）將液晶電視、電漿電視及數位影音處理等高階產品納入應施檢驗品目範圍，上開產品均以日系產品為大宗，又加上新版CISPR 16-1規定之場地驗證程序即將施行，「固定高度之天線因子」影響開放測試場地驗證至鉅，因此此等訊息已成為日本業界熱烈討論之議題及焦點。本局為了解國際上各國之反映，實有必要派員與會，除答覆日方業者相關技術審查之議題外，亦能與與會代表相互交換相關技術意見，以避免誤用不當之資訊，進而影響雙方之權益。
貳、過程一；專題討論

· 日本國家科學委員會（JSPS）研究專案論文發表
· 傳輸線加裝側面金屬板之電磁輻射特性（Radiation Characteristics of a Transmission Line with a Side Plate），係由GiFu大學Mr. Takashi Nakamura, Mr. Naoya Takase所主筆，由仙台電磁相容研究中心Mr. Risaburo Sato教授所指導，主要探討傳輸線加裝側面金屬板以降低其電磁輻射特性，並利用實驗結果藉以驗證其理論之之適宜性。

· 彎曲微帶線其界電質厚度對傳輸與輻射之影響（The Influence of the Dielectric Thickness upon Transmission / Radiation Characteristics of MSL with a bend），係由Tohoku Gakuin大學Mr. Hiroki Endo, Mr. Hodaka Shoji, Mr. Takayasu Shiokawa所主筆，主要探討微帶線彎曲角度（45、90、360）對電磁輻射之特性，筆者建議使用90度為最佳，其優點可應用於家用無線數位通訊產品及相關資訊產品之高速傳輸數率之設計電路。
· 雙平行線披覆帶電介質管之輻射特性（Radiation from a Parallel-Two-Wire Line Covered with Dielectric Tube），係由Tohoku大學Mr. Yahachi Kuboyama, Mr. Risaburo Sato教授所主筆，主要分析雙平行線與披覆帶電介質管間之電磁耦合量，並發現利用其間之共振頻率特性，當平行線之長度大於二分之一波長時，其產生之電磁場強度優於一般天線之輻射效應。
· 利用緩慢旋轉之電磁波特性應用於電磁干擾與耐受性測試（Radiated Immunity / Susceptibility Test Method Using Slowly Rotating Electromagnetic Wave），係由電信大學Mr. Yoshio Kami, Tokai大學Mr. Fengchao Xiao, 伊朗大學Mr. Majid Tayarani所共同合作，主要探討在一二維之平面上利用低速旋轉極性之電磁場，藉以描述三維電磁場之特性，並可應用於快速得知電磁場之弱點及最強之輻射方性性。
· 複雜天線因子及波形結構之再現性（The Complex Antenna Factor and Waveform Reconstruction），係由電信大學Mr. Takashi Iwasaki, Mr. Lira Hamada共同合作，主要探討複雜天線因子於暫態電磁場及電磁脈衝之應用，至於波形結構之再現性係利用複雜天線因子特性所計算得知。

參、過程二；專業論文發表

本次IEEE研討會台灣僅發表乙篇技術論文，係由工研院量測中心梁文烈顧問所發表，此行參加EMC研討會除參加論文發表外，最重要的當然是要了解整個EMC的國際動向，並將今年研討會較重要議題分述如後：

· 台灣發表乙篇技術論文

· “Antenna Near-Field Measurement with an Optical RF Field Sensor”係由工研院量測中心梁文烈顧問所發表，主要探討利用光學感測元件搭配近場量測系統藉以量測天線圖型，其優點為利用光學理論縮短天線量測之距離。

· 探討電磁量測系統部分論文

· “PW (Parallei Wire) cell using pyramid ferrite absorber as a microwave absorber” 係由Yusuke Tanaka所主筆，主要探討平行線測試箱以pyramid ferrite absorber代替microwave absorber執行電磁輻射測試之可行性，藉以增加測試區之空間。
· “Field Uniformity Characteristics of a Reverberation Chamber with Dispositions of Diffuser sets” 係由Eugene Rhee主筆，主要探討利用FDTD數值方法模擬分析電波迴響室內搗槳之裝設位置，並提出最佳化之建議。
· “Experimental Evaluation of the Validation Method using Broadband Antenna for Radiated Emission Test Site” 係由Mr. Kunihiro Osabe所主筆，其內容探討比較CISPR16-1、ANSI C63.5及Dual AF method三種方法間之差異性，並提出論述為當使用寬頻（Broadband）天線量測NSA時，必須考量天線間及對接地面之相互偶合效應。
· “Prediction of Electric Field Strength at 10m Distance Using Emission Source Finding Method”係由Mr. Noburo Aoki所主筆，探討利用一電流源替代一般代測物，藉以估計十米量測距離之精確性，並與一實際個人電腦之量測值作比較。

· “A study on ISN for measuring conductive disturbance at communication port”係由Mr. Hiroshi YAMANE所主筆，探討新版CISPR22標準中針對通信端子必須施予ISN傳導測試之合理性。
· 電磁干擾量測天線部分共有四篇論文
· “Broadband calculable dipole antenna 25 MHz to 2.2 GHz” 係由英國國家物理實驗室（NPL）Mr. Martin Alexander所主筆，主要探討利用數值電磁計算標準雙偶極天線在25 MHz to 2.2 GHz頻率範圍內之天線因子，並與實際量測值相比較，其量測不確定度在±3dB以內。
· “Calibration and Application of a Wideband Hybrid Antenna” 係由德國Rohde & Schwarz公司Mr. Manfred Stecher所主筆，主要探討寬頻Bi-Log天線之校正方法，並利用實際量測藉以解析天線因子之差異性。
· “Calibration of EMI Antenna in the VHF band with Antenna Impedance Measurements” 係由日本Tohoku大學Mr. Katsumi Fujii所主筆，主要探討天線組抗法之理論，並與實際量測值相互比較，其誤差可縮小至0.4bB以內。
· “On De-Embedding Antenna Baluns from Site Attenuation Measurements” 係由美國ETS公司Mr. Zhong hen所發表，主要探討天線Balun之非線性效應，對正規劃場地衰減量測之影響。
肆、過程三；參加電磁相容檢測技術研討會
· 研討會參加人員

	　
	Company
	Name

	1
	Bureau of Standards, Metrology and Inspection
	Mr.Hsieh Han-Chang

	2
	Test & Certification Asia Service Corp.
	Mr.Jackie Deng

	3
	NEC Corporation
	Kunio Kawato

	4
	Toray Engineering Co., Ltd.
	Fujio Murai

	5
	Canon Inc.
	Masanobu Tamada

	6
	SEIKO EPSON Corpration
	Takeshi Ono

	7
	Japan EMC Laboratory Ltd.
	Takayuki Okawara

	8
	Kyocera Mita Corporation
	Masakazu Nishiyama

	9
	Ricoh Co., Ltd.
	Masashi Odawara

	10
	Akzo Nobel K.K.
	Izumi Mitsui

	11
	Konica Minolta Business Technologies, Inc.
	Mitsuo Ito

	12
	FUJITSU LIMITED
	Yoshiro Tanaka

	13
	Mitsubishi Electric Engineering Company Limited
	Shuji Minamide

	14
	ZOJIRUSHI CORPORATION
	Haruo Minami

	15
	I-TEC Corporation
	Tatsuo Matsuda

	16
	Hitachi Home & Life Solutions, Inc.
	JunichiFujita

	17
	NEC Tokin Corpration
	Masamichi Setaishi

	18
	Tokin EMC Engineering Co., Ltd.
	Ichiro Fujitaka

	19
	Tokin EMC Engineering Co., Ltd.
	Hiro Shida

	20
	Tokin EMC Engineering Co., Ltd.
	Kanau Shioyama

	21
	Tokin EMC Engineering Co., Ltd.
	Nobuaki Iseki

	22
	Tokin EMC Engineering Co., Ltd.
	Mickey Fukuda

	23
	Tokin EMC Engineering Co., Ltd.
	Yuan Shuhua

	24
	Tokin EMC Engineering Co., Ltd.
	Michie Sato


· 討論議題與因應措施
一、認證制度

1.関於RPC,TA,DOC

RPCS,TA,DOC之今後的動向（是否有預定統一化、變更規定等）

· 目前BSMI仍維持三法案並行。

2.強制品目之追加

Tokin EMC之HP中刊登有「関於臺灣強制品目之追加」訊息，此事若為真實的情況下，安規及EMC両者均強制的話，以往與EMC相関之各規定、申請手續是否有變更？（例如，標識之變更、申請所需日数、申請単位之變更等）例如液晶電視為需實施安規及EMC的産品，是否可以同時進行申請？（例如是否有必需先取得安規再申請EMC之類的規定？）具複合機能的個人電脳、例如，

· 平常做為液晶電視來使用，但也可做為電脳來使用。

· 筆記型電脳因具有電視調頻器，也可做為液晶電視。

等現實上存在的情形。這類産品、被視為液晶電視必需依CNS14336之安全試験標準。是否可依申請者之判断，按照以往的方法以電脳來申請？或者依BSMI之判断必需取得安規？若需取得安規，巳經在銷售之産品需採何種方法？

· 目前BSMI已預告將DSC、DV、LCDTV、PDPTV、DVDPLAYER等列入應施檢驗範圍，檢驗標準包括安規及EMI，詳細檢驗細節請參閱BSMI公告事項。

· 如商品具備有複合行功能，其相關檢測標準均需符合，至於申報之商品號列則以主要功能為依據。

3.關於認證制度

· 商品検驗法、商品驗證登錄辦法、商品型式認可管理辦法等今後是否有修訂/變更等計劃？

· 驗證登錄、商品型式認可、符合性聲明等品目是否有變更的計劃？若有預定拡大至現在為非対象之産品或零件，請予教示。

· 關於安全試驗

　是否有計劃接受IECEE-CB　体系　「CB證明書・CB報告」？

· 關於EMC試驗

　


是否有計劃将Immunity標準也納入？

· BSMI目前仍維持RPCS,TA,DOC三法案並行之模式。

· 預計公告IT產品增列安規檢驗相關計畫中，將部份IT產品改列為DOC檢驗模式，部分商品則改列為RPC、TA檢驗模式。

· BSMI將『有條件接受』CB報告。
· 至於Immunity標準納入EMC管制範圍，BSMI目前尚於討論階段，未有明確之時間表。

4.BSMI認可商品之組合

現在各國的EMI規定中，認可品+認可品＝認可品之概念不知BSMI如何考慮？

例如，欧州有CE+CE＝CE、日本有VCCI+VCCI＝VCCI之概念。在臺灣是否可以這様的想法來對應試験標準？若可能，請提供参考的文件、規範。

· BSMI將會評估此概念之可行性。

· 依規定自行組裝成最終商品之經銷商應為商品之報驗義務人，且屬本局後市場監督查核重要一環。

二、指定試驗室

1.聴説臺灣標準検驗局的安全試驗室将移轉至民間之事宜，若有情報，請予教示

· BSMI將規劃接受民間試驗室執行IT產品安規檢驗之報告。

2.日本國内的認可試験室

現在日本國内有TOKIN　EMC、JQA、AKZO　NOBEL、Japan　EMC　Laboratory等4所試験室。今後是否有預定認可在日本的其他試験室？NEC集団的EMC試験室（甲府EMC　Center）打算申請認可、不知是否有可能？是否能提供申請認可所需要的手續・費用等情報資料？

· 每年台日經貿會議均已將「開放日本試驗室」列入議題，依據雙方之協議，BSMI同意「有條件接受」日方試驗室成為BSMI指定試驗室。

· BSMI現僅接受已有合作實績之試驗室申請成為指定試驗室，且該試驗室並須先經JAB認可。

三、檢測技術
1.EMI測試之測試模式

EMI測試時，要求各組合機器及各操作模式均需要測試，時間/費用面來看不太現實。

也許這並非BSMI之要求，對廠商來説是現實問題、希望針對這一問題進行討論。

例如，以下各組合是否均需要測試？

CPU頻率或記憶體容量之差別

所搭載的DISK的機能之種類（SCSI-SCA、SCSI-WIDE、S-ATA、P-ATA等）

LAN的操作模式（1000/100/10base）

一般EMC試験室對機器的一般組合或最大組合進行符合性試験，針對此件BSMI若有相関規定，是否可以提供？

· EMI相關測試之技術議題，均已於每月舉行之技術會議中討論，各試驗室如發現有更好之檢測技術，亦可於會議中提出，經討論並作成技術會議決議事項，將成為BSMI審查報告之依據。

2. IT機器之安全認證

聴説2005年1月1日開始實施，不知何時可確定？

申請方法是採用型式認可或符合性聲明？

臺灣的安全認證是否可以使用CB　Report？

若有CB是否可以不用試験？

若有CB，即使無法免除試験，是否有延緩試験等措施？

· IT產品增列安規檢驗乙節，預定於本（二○○四）年七月公佈，於明年七月一日強制施行，因此施行日期應為二○○五年七月一日。

· 相關作業細節將一併於公告中詳列。

· 至於CB報告BSMI將『有條件接受』。

伍、心得與建議
· 工作精神之醒思

日本獨特的地理、種族、文化和時空背景，成功的實現了「日本精神，西方技術」的基本精神，而且任何職業，包括賣麵或清潔工，都努力發展出一種「道」來，在日本「道」是無所不在的，是人生的一種目標。此行剛下日本成田國際機場，就在入境大廳發現一清潔人員正在清理導盲磚之側面，十足令人佩服，當下詢問前來接機之日本友人，友人非常神氣的說出『這就是日本工作精神』，讓我實際見證何謂日本精神。許多熟悉日本的人士都同意，日本社會像蜜蜂或螞蟻，一隻蜜蜂或螞蟻的生死，對群體沒有任何影響，蜜蜂或螞蟻是集體生存，生死與共，一隻蜜蜂或螞蟻沒有辦法單獨存活。個體隨時可以為群體犧牲，日本人也一樣，離開群體就等於是死亡，因此創造亞洲第一強國—日本。

· 建置一激勵研究之機制

日本各大學及研究試驗室均發表數量可觀之相關檢測實務之研究論文；此波日本經濟不景氣已持續近十年有餘，仍持續鼓勵工程師參與各類型研究專案，並將其成果發表於IEEE年會上，此舉實足我國學習，行政院國科會似乎有必要建置一套獎勵制度，如何鼓勵國內各大學及研究機構投入相關電磁量測領域研究並適時於國際年會上發表研究論文。
· 本局新公佈『資訊產品安規檢驗』重登國際舞台
各個國家對電磁相容、電磁干擾、電磁耐受、安規等設有不同的檢驗標準，立法管制，並設有專門機構驗證。各國法規要求產品必須通過一些必要的測試，以確保該產品符合基本的安全規範，而後才可在市場上販售及使用。未經檢驗合格的產品，將無法在該國進口或銷售。目前大多數國家都擁有自己的安全規範，使得一項產品要同時銷售到許多不同的國家，就必須通過符合每一個國家的安全規範。近年來隨著資訊家電產品及通訊產品的興起，產品更趨多樣化。各國政府也在出於保護國民大眾人身安全的美意前提下，對電磁相容及安規規範要求日趨嚴苛。

本局近來持續公佈新增檢驗品目及資訊產品新增安規檢驗二措施，整體而言，國際上之反應均屬正面，僅針對檢測試室之開放有較多討論，外商一致要求能開放海外試驗室，以方便提供產品系統廠商一次購足需求之服務、且具備多國認證之優勢、就近客戶生產基地之群聚效益。就外商之立場而言，此要求並不過分，本局似可考量同意其建議，以降低政策施行之阻力。
· 日本廠商建議本局未來針對資訊產品安規檢驗作法：

· 建議開放國內外第三者試驗室一同參與產品試驗，其條件為需先通過本局指定試驗室認可。

· 建議開放國內外廠商之試驗室，可有效就近尋求指定試驗室測試，以減少樣品運搬之時間與成本。
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